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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to premote intery
peration on all questions concerning standardization in the electrical and electroniccfields. To this 4
Hdition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical R

aration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dg
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

hdardization (1SO) in accordance with conditions determined by agreemént)between the two organiza

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressyas nearly as possible, an inter
Eensus of opinion on the relevant subjects since each technical\committee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for interfational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are ‘made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsiblé\ for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ

IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in th

itself does not provide any attestation of<conformity. Independent certification bodies provide co
pssment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
ices carried out by independent certification bodies.

sers should ensure that they hayetthe latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC ar its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any natufe_whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
enses arising out of~the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is drawn te the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
Epensable forythe correct application of this publication.

ntion is dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject o
ts. IEC«shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

licly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as YWEC Publication(s)").

prising
ational
nd and
eports,
Their
alt with
liaising

the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organizgtion for

ions.

ational
rom all

ational
of IEC
or any

cations
etween
b |atter.

formity
for any

rts and
hage or
s) and
er IEC

tions is

patent

ecting

300-3-35 has been prepared by subcommittee SC 86B: Fibre optic interconn

devic
Intern

is an
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ational Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2015. This edition

consti

tutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) adding of a statement that visual inspection is not a substitute for optical qualification such
as attenuation and return loss measurement;

b) adding of some terms and definitions;

c) adding requirements for SM 35 dB connectors;
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d) adding of a sentence in Clause 5 concerning the susceptibility of the methods to system
variability and variability within systems from same supplier;

e) removal of inspection requirements for zones C and D;

f) insertion of a generic cleanliness specification for whole rectangular ferrule and 250 uym
area around every fibre;

g) ad

ding a cleaning recommendation for rectangular and cylindrical ferrules;

h) outer edge of inspection zone B has changed from 115 uym to 110 ym to meet manufacturing
tolerances of fixture for microscopes;

i) change that defects that are partly in core are only to be judged for the part they are in the

co
j) ad
M

The tq

Full information on the voting for its approval can be found in.th'e report on voting indic3

the ah

The I4

This d

ing a statement that a connector cannot be rejected by just failing visual insp4
eting the specified optical performance determines the use of this connector!

xt of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

86B/4643/FDIS 86B/4665/RVD

ove table.
nguage used for the development of this International Standard is English.

ocument was drafted in accordance with ISQ/IEC Directives, Part 2, and develo

ction.

ted in

ped in

accordlance with ISO/IEC Directives, Part 1 anddSO/IEC Directives, IEC Supplement, available

at ww
descri

A list
interc

can b¢ found on the IEC website(

The c
stabili

specifl
e re
o wi
e re

w.iec.ch/members_experts/refdocs. The*main document types developed by IE
bed in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

of all parts in the IEC 61300, series, published under the general title Fibre
bnnecting devices and passive-components — Basic test and measurement proce

bmmittee has decided that the contents of this document will remain unchanged ur
ly date indicated-on*the IEC website under webstore.iec.ch in the data related
¢ document. At'this date, the document will be

confirmed,

hdrawn,

blaced by a revised edition, or

C are

optic
Hures,

til the
to the

e amended

IMPORTANT - The "colour inside” logo on the cover page of this document indicates that it
contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its
contents. Users should therefore print this document using a colour printer.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE

COMPONENTS - BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-35: Examinations and measurements — Visual inspection
of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers

1 Scope

This part of IEC 61300 is concerned with the observation and classification of debris, screlatches

and defects. The inspection requirements are based on IEC TR 62627-05. Advice for clg
of contamination from fibres/ferrule is found in IEC TR 62627-01 and a recommendation is
ex D. IEC TR 62572-4 provides the cleaning method for a stub for optical transciivers.

in Anr
Visua
paran
specif
fibre

fibres

diameter for cylindrical ferrules and the whole ferrule surface for rectangular ferrules).

The o

e sp

° Sp

defermine if the end faces are fit for use. Albconnector optical interfaces (IEC 61755

an

° pr

2 N

inspection is in addition to, and does not replace measuremend of perfor
eters such as attenuation and return loss, or end face parameters. The dime
ed are chosen such that they can be easily estimated. Not only,thezones A and B

ferrules meet when mated) needs to be inspected for contamination (this is up to 2

bjectives of this document are the following:

ecify the minimum criteria for a microscope to_be compliant to this document;

ecify the procedure and criteria for inspegting fibre-optic end faces for cleanlin

d IEC 63267 series) are based on physical contact between fibre cores;

pvide quantitative criteria for the analysis of end face images.

prmative references

The fq

amen

IEC 6
(OFC{

llowing documents are feferred to in the text in such a way that some or all of their c

ments) applies-

D825-2, Safety of laser products — Part 2 Safety of optical fibre communication sy
5's)

aning
given

ance
sions
bn the

bre inspected for defects and scratches but the whole contact area (where the two

b0 um

pss to
series

bntent

constifutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references;\'the latest edition of the referenced document (includin

j any

stems

3 T

brms, definitions and abbreviated terms

3.1

Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
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3.1.1

defect
permanent non-linear surface feature on the fibre or ferrule end face within the regions of
interest, which includes, but it not limited to, pits, chips, edge chipping, and/or non removable
foreign material

Note 1 to entry: Some fibre types have structural features potentially visible on the fibre end face. Fibres that use
microstructures to contain the light signal, such as photonic band-gap and hole-assisted fibres, can have an
engineered or random pattern of structures surrounding the core. These features are not defects.

Note 2 to entry: Scratches are excluded from this definition.

3.1.2

defe(;k size

diameter of the smallest circle that can encompass the entire defect

3.1.3

debris

unwanted material or particulates of any kind on the surface of fibre or ferrlle end face

the re

Note 1

3.1.4
scratg
perma
than g

3.1.5

reliab
suffici
featur

3.2
APC
DUT
FOV
LFOV
MM
PC
RL
SFOV

jions of interest that is removeable using standard cleaning methods

o entry: Multiple cleaning methods are described in IEC TR 62627-01.

th
nent surface feature on the fibre end face where thewidth of the damaged areais s
r equal to one fifth of its length

ly detectable
ently clear and visible so that a typicalktechnician of average training would recog
b at least 98 % of the time

Abbreviated terms
angled physical contact
device under test
field of view
large field of-view
multimode
physicalcontact
return loss

standard field of view

within

maller

hize a

SM

4 A

4.1

Singte-mode
pparatus

General

One of the objectives of this document is to specify the minimum criteria (see 4.5 and 4.6) a
microscope shall meet to be compliant to this document.

Three

types of microscopes are described:

a) method A microscope: direct view optical microscope as described in 4.2;

b) method B microscope: video microscope as described in 4.3;

c) method C microscope: automated analysis microscope as described in 4.4.
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For each type, there are optical/hardware requirements to be met and procedures to be
followed. As these processes are in support of the inspection criteria defined in Clause 5, all
three are expected to result in a "pass" or "fail".

The minimum optical requirements for all types of microscopes to be compliant with this
document are given in 4.5 and 4.6.

The microscopes described in this document, with the exception of large field of view (LFOV),
are capable of being used for inspection for contamination (cleanliness) prior mating in the field
and factory and after polishing SM and MM, single-fibre and multifibre connectors in the factory.

LFOV|microscopes can be used for inspection of contamination of the entire ferrule surfpce of
multifijpre connectors in the field and in the factory.

For mpthods A and B, visual gauge tools should be used to facilitate the estimation procg¢dure.
For mgthod A, an eyepiece reticule should be used. For method B, a transparent’overlay gshould
be used.

WARNING - All methods are susceptible to system variability: methods A and B are opjerator
and efjuipment hardware dependent. Method C is less operator.dépendent but exhibit$ from
softwgre irregularities and variations in hardware and, in casesof field use, operator haphdling
differgnces can cause a variation in results that might appeareven when equipment frdgm the
same prand is compared. Method C has an inherent uncertainty when defects or scratchges are
located near test limits, as described in Annex A tables,

4.2 |Method A: Direct view optical microscopy
This method uses an optical microscope in which a primary objective lens forms a first jmage
that ig then magnified by an eyepiece that projects the image directly to the user’s eye. It shall
have the following features and capabilities:

e a suitable ferrule or connector adapter;

e a It[ght source and focussing mechanism;

e a built-in laser safety filtep;

e a means to compare.dimension of defects or scratches observed in the image with a
sufficient reliability-S(i.e. eyepiece reticule with certified dimension according the
magnification).

Laser|safety is of‘particular concern when using direct view microscopes, as any energy|in the
optical path is~directed into the eye of the observer. When method A is used, the usef shall
ensure thereNis'no laser active on the link prior to inspection. IEC 60825-2 shall be used for
laser gafety of optical fibre communication systems.

4.3 Method B: Video microscopy

This method uses an optical microscope in which a lens system forms an image on a sensor
that, in turn, transfers the image to a display. The user views the image on the display. It shall
have the following features and capabilities:

e a suitable ferrule or connector adapter;

e alight source and focussing mechanism;

e a means for creating an image (display);

e a means to estimate surface dimensions defects and/or scratches observed in the image
(e.g. overlay with certified dimension according the image on the screen).
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4.4

Method C: Automated analysis microscopy

This method uses an optical microscope in which a digital image is acquired or created and is
subsequently analysed via an algorithmic process. The purpose of such a system is to reduce
the effects of human subjectivity in the analysis process. It shall have the following features
and capabilities:

e a suitable ferrule or connector adapter;

e al

ight source and focussing mechanism;

e a means for acquiring and creating a digital image;

o alqorithmic annlycie of the digifnl imngn;

e a

4.5

eans to compare the analysed image to programmable acceptance criteria.

Requirements of validation

Microgcope systems for methods A, B and C shall be validated for use as compliant wi
docunpent. This validation shall be conducted with a purpose-built validation” artefact th
serve [to validate a system’s ability to detect surface defects or scratches\of relevant size
the reguired system response. Such (an) artefact(s) shall be providéd-with instructions

use a

d shall be manufactured in a method such that it can be meastred in a traceable m

The related validation procedure is found in Annex C.

4.6
This

Minimum requirements for standard field of view microscope

equirement for the standard field of view microscope (SFOV) is a minimum

h this
At can
hnd/or
on its
hnner.

total

magnification offering a field of view of at least 250.uym (for methods B and C, this dimgnsion

shall
2 um

be measured in the vertical, or most constrained axis) capable of detecting defe
n diameter and scratches of 3 ym wide in;the whole field of view.

The minimum requirements for systems forimethods A, B and C are as follows:

o particle size detection: 2 um diameter;

e SC

4.7

ratch detection: 3 um wide.

Minimum requirements/for large field of view microscope

Microgcopes with large-field of view are only capable of being used for cleanliness insp|

of the
MPO.
6,4 m
view.

complete ferrute-of single-mode (SM) and multimode (MM) array type connecto
This requirement is a minimum total magnification offering a LFOV of at
m x 2,5 mmand capable of detecting debris of 10 ym in diameter in the whole f

The niinimum requirement for very large field of view systems for methods A,B and C is
diameger.for particle size detection.

cts of

ection
's like

least
eld of

10 um

5 Inspection procedure

The inspection for cleanliness of ferrules shall take place prior to any other inspection of the
polished parts of the end faces. For cylindrical ferrules, at least an area of 250 um diameter
shall be inspected and cleaned when necessary. Cylindrical ferrules should be inspected and
cleaned beyond the 250 ym area.

For rectangular ferrules, the entire ferrule surface (6,4 mm x 2,5 mm) shall be inspected for
cleanliness and cleaned when necessary. Use of inspection equipment with LFOV and oblique
illumination eases the detection of contamination on the rectangular ferrules.
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SFOV may also be used for cleanliness inspection of the entire rectangular ferrule surface. It
requires scrolling over the entire 6.4 x 2.5 mm ferrule surface. During the scrolling action, care
should be taken not to miss any part of ferrule surface and maintain ferrule surface in focus.

The flowchart in Figure 1 shows the procedure to be employed.

LFOV microscope I:I
SFOV microscope I:I

Clean the ferrile

Start for
rectangular
a

Inspect the ferrule
end face surface

Start for
cylindrical
e

Inspect the contact
zone of the ferrule end

Clean the contact

(see Annex E)

Several attempts
made to remove
loose particles
from end face?

Yes

Tor I00SE particles
with LFOV
microscope

Remaining particles
are considered
embedded defects

Is the ferrule
end face free of
loose particles?

face surface for loose
particles with SFOV
microscope

zone

Is the contact
zone free of
loose particles?

(see Annex E)

Several attempts
made to clean
ferrule end face?

Inspect for
scratches and

Remaining particles

are considered
defects

Clean the zones

defects in zones
Aand B

Scratches and
defects inzones
A andB'meet
reguirements?

Aand B

Several attempts
to clean zones
Aand B?

NOTE

The f

a)

b)

DUT fails

DUT passes

Letters asb,\... to n correspond to procedure in Clause 5.

Figure 1 — Flowchart of inspection procedure

llowing cleanliness 1or rectangular terrules shall apply.

Using a LFOV microscope as defined in 4.7, focus the microscope so that a crisp image of
the ferrule end face of rectangular ferrules can be seen.

Inspect the entire end face for contamination. For APC ferrules, only the angled area needs
to be inspected; the small flat non-angled area, if present, does not require inspection.

A maximum of 10 particles between 10 ym and 25 ym are the recommended limit. There is
no limit for particles below 10 um, and no particles larger than 25 uym should appear. The
defect size is the diameter of the smallest circle that can encompass the entire defect.

All loose particles should be removed; several attempts at cleaning may be required. Debris
remaining after cleaning shall be considered as a defect(s). Consult IEC TR 62627-01:2016,
Annex E of this document, and IEC TR 62572-4 for recommendations on cleaning methods
for connectors and transceivers.
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d) If the rectangular ferrule end face meets the limits for cleanliness, the inspections of zones
A and B of all fibres of the rectangular ferrule against the requirements of the relevant table

in Annex A can start.

The following cleanliness for cylindrical ferrules shall apply.

e) Using a microscope as defined in 4.6, focus the microscope so that a crisp image of the

f)

g)

h)

The visual inspection of zones A and B for cylindrical and rectangular ferrules is as follo

i)
i)

k)

If a cgnnector fails after execgdting the inspection procedure and no loose debris is prese
connelctor shall be tested against its optical performance specification (typically atten
and/of return loss). If the.connector meets the specified optical performance, the conne
suitablle for use.

Consylt IEC TR)62627-01:2016, Annex E of this document, and IEC TR 62572-
recommendatjons on cleaning methods for connectors and transceivers.

NOTE |t is‘possible than an optical assembly that has not been verified to be clean pass an optical perfg
test buf have reduced performance in the future due to debris migration towards the fibre core. It is pos{

H | lat rbdoal o do e 41 g la o ol o " RS TRN 4l m "
Optlca AdoSSTITTUTY WILIT UTUTTS UTTH T TITU TalT UTUUTITC UaliiayTu atiu pulciTidirty Uuariiaytc e hiatiry CUTITITULUT .

cylindrical ferrule end face can be seen.

Inspect the 250 ym diameter central zone of the end face for contamination. A maximum of
10 particles between 5 um and 10 ym are the recommended limit in the ring between 135 ym

to 250 ym diameter. There is no limit for particles smaller than 5 um, and no particles
than 10 ym should appear

larger

Allloose particles shall have been removed, and any remaining particles shall be cons
as| defects. Debris remaining after cleaning shall be considered as defects,”C
IEC TR 62627-01:2016, Annex E of this document, and I|EC TR 62572-4
recommendations on cleaning methods for connectors and transceivers.

If {he cylindrical ferrule end face meets the limits for cleanliness, the inspection of zg
and B of the fibre against the requirements in the relevant table in Annex A can start

Focus the microscope so that a crisp image of the fibres caf-be seen.

Locate all defects and scratches (see Annex B for examplés of defects and scratches)
th¢ zones specified in the relevant table in Annex A~ Classify and count defect
scfatches within zones A and B.

If ﬁ defect or scratch is found in both the zones>A and B, classify the part of the scra
deffect only for zone A that falls in zone A and.only for zone B that falls in zone B.

Once all defects and scratches have been’classified and counted, the results sh
to]alled and compared with the appropriate  acceptance criteria (Table A.1 to Table A
h

If

If the scratches and defects are greater than the criteria and several attempts at clg
hayve been made, the DUT fails.

dered
ponsult
for

nes A

within
5 and

tch or

all be
5).

e scratches and defects are less.than or equal to the criteria, then the DUT pass¢s.

aning

nt, the
Lation
ctor is

4 for

Fmance
ible an
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Annex A
(normative)

Visual requirements for connector end faces

Requirements

The normative inspection requirements for various connector end face types and performance
grades are specified in Clauses A.2 to A.6. These define the allowable defects and scratches

for sin

gle-mode and multimode connectors, with PC and APC polished interfaces.

NOTE
publica
IEC 61

A.2

Measyrements of scratch width using inspection methods A and BYare subject to sign

variab
metho
order

IECT
result
differe

The IEC 63267 series and IEC 61755 series optical connector interfaces are under develepmen
ion of both interfaces, the inspection requirements will be normatively placed in the IEC 63267 ser
[55 series, while the content of this Annex A will become informative by means of revision/or amendn

Visual inspection requirements for multimode PC and APC polished
connectors

ility due to the subjectivity and human-dependence inherent to these methods.
d A or B is used, the specified dimensions of defects and scratches may be estims

R 63367, machine imaging and processing systems have intrinsic limitations thg
in variability in scratch width measurement. As\a result, it is commonplace to
nt values for defect diameter and scratch width‘and pass/fail conditions when con

t. After
es and
hent.

ificant
When
ted in

to be classified and counted. Additionally, when method C is used, as describped in

t also
bbtain
hector

end face features are measured across different equipment or repeatedly on the [same
equipment and when using methods A, B, and G.
The zpne size for multimode fibres has b&en set at 65 ym to accommodate both 50 ym and
62,5 ym diameter core fibres. This has:been done to simplify the grading process. Table A.1
showq the requirements for allowed defects and scratches for MM connectors.
Table A.1 — Visual requirements for multimode PC and APC polished connectors
Zone Defects Scratches
(diameter) (diameter) (width)
<2 uym: no limit < 3 pym: no limit
A: core zone
65 22 um and £ 5 pm: maximum 4 23 uym and £ 4 ym: maximym 4
Mm
> 5 ym: none >4 ym: none
B¢ cladding zone < 25 ym: no limit
No limit
65 uym to 110 ym > 25 ym: none

NOTE

NOTE

1 See Figure B.1 and Figure B.2 as examples.

2 For multiple-fibre rectangular-ferrule connectors, the criteria apply to all fibres in the array.
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A.3 Visual requirements for single-mode PC polished connectors, RL 2 26 dB,
and single-mode transceivers using a fibre-stub interface

Measurements of scratch width using inspection methods A and B are subject to significant
variability due to the subjectivity and human-dependence inherent to these methods. When
method A or B is used, the specified dimensions of defects and scratches may be estimated in
order to be classified and counted. Additionally, when method C is used, as described in
IEC TR 63367, machine imaging and processing systems have intrinsic limitations that also
result in variability in scratch width measurement. As a result, it is commonplace to obtain
different values for defect diameter and scratch width and pass/fail conditions when connector
end face features are measured across different equipment or repeatedly on the same

H 4 pu | |y H o pu | A n P e
equipmentantwhehgsShgmemoaS—7 O, ana G-

Table|A.2 shows the requirements for allowed defects and scratches for SM connectors with

26 dBjreturn loss.

Table A.2 — Visual requirements for single-mode PC polished connectors,
RL 2 26 dB, and single-mode transceivers using a fibre-stub-interface

Zone

(diameter)

Defects

(diameter)

Scratches

(width)

A: core zone

25 um

<2 pum no limit
22 uym and £ 3 ym maximum, 1

>3 um none

< 3 gm no limit
>3 ym and £ 4 ym maximun 2

>4 um none

B: cladding zone

25 ym to 110 ym

< 25 uym no limit

> 25 uym ‘none

No limit

A.4 | Visual requirements for single-mode PC polished connectors, RL 2 35 dB

Measyrements of scratch width using inspection methods A and B are subject to signjficant
variability due to the subjectivity’and human-dependence inherent to these methods. [When
methdd A or B is used, the specified dimensions of defects and scratches may be estimgted in
order [to be classified and counted. Additionally, when method C is used, as descrilped in
IEC TR 63367, machineyimaging and processing systems have intrinsic limitations thgt also
result|in variability in” scratch width measurement. As a result, it is commonplace to pbtain
differgnt values fortdefect diameter and scratch width and pass/fail conditions when conpector
end face features are measured across different equipment or repeatedly on the [same
equipment and when using methods A, B, and C.

Table|A{ shows the requirements for allowed defects and scratches of SM connectqrs for

35 dBLlretirn laoss

Table A.3 — Visual requirements for single-mode PC polished connectors, RL =2 35 dB

Zone

(diameter)

Defects

(diameter)

Scratches

(width)

A: core zone

25 uym

<2 pum no limit
22 pum and £ 3 ym maximum 1

>3 uym none

< 3 ym no limit
Maximum 1 2 3 ym and £ 4 ym

None > 4 ym

B: cladding zone

25 ym to 110 ym

<25 um no limit

>25um  none

No limit
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A.5 Visual requirements for single-mode PC polished connectors, RL 2 45 dB

Measurements of scratch width using inspection methods A and B are subject to significant
variability due to the subjectivity and human-dependence inherent to these methods. When
method A or B is used, the specified dimensions of defects and scratches may be estimated in
order to be classified and counted. Additionally, when method C is used, as described in
IEC TR 63367, machine imaging and processing systems have intrinsic limitations that also
result in variability in scratch width measurement. As a result, it is commonplace to obtain
different values for defect diameter and scratch width and pass/fail conditions when connector
end face features are measured across different equipment or repeatedly on the same
equipment and when using methods A, B, and C.

Table|A.4 shows the requirements for allowed defects and scratches of SM conneciqrs for
45 dB|return loss.

Table A.4 — Visual requirements for single-mode PC polished connectors, RL = 4% dB

Zone Defects Scratches

(diameter) (diameter) (width)

<2 pum no limit
A: core zone <3 um no limit
22 pumand £ 3 ym maximum 1
25 ym =23 uym none

> 3 ym none

B: cladding zone <25 um no limit

No limit

25 ym to 110 ym > 25 ym nong

A.6 | Visual requirements for single-mode angle polished (APC) connectors

Measyrements of scratch width using-inspection methods A and B are subject to signjificant
variahlility due to the subjectivity and human-dependence inherent to these methods. [When
methgd A or B is used, the specified dimensions of defects and scratches may be estimgted in
order [to be classified and counted. Additionally, when method C is used, as descrilped in
IEC TR 63367, machine imaging and processing systems have intrinsic limitations thgt also
result|in variability in scratch width measurement. As a result, it is commonplace to pbtain
differgnt values for defect.diameter and scratch width and pass/fail conditions when conpector
end face features are—~measured across different equipment or repeatedly on the [same
equipment and when .Using methods A, B, and C.

Table|A.5 shows the requirements for allowed defects and scratches for SM APC connegtors.

Tarnle A.5 — Visual requirements for single-mode angle polished (APC) connectqrs

Zone Defects Scratches

(diameter) (diameter) (width)

A: core zone

25 ym

<2 pum no limit
22 pumand £ 3 ym maximum 1

>3 ym none

<3 ym no limit
23 uymand £4 pm maximum 4

>4 ym none

B: cladding zone

25 ym to 110 ym

<25 um no limit

> 25 um none

No limit

NOTE For multiple-fibre rectangular-ferrule connectors, the criteria apply to all fibres in the array.
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Annex B
(informative)

Examples of defects and scratches

Examples of defect and scratches are shown in Figure B.1 and Figure B.2.

Figure B.1 — Example 1 of d&fgts and scratches
Test requirements: Multimode PC polished co s%\?cors, RL = 20 dB (see Table A.1)

Resuli: Accepted, observed scr&hes are within the acceptance parameters of
Table A.1
Reasqn: 3 scratches < 4 prx\l\@the core zone of 65 pm.

IEC

Figure B.2 — Example 2 of defects and scratches

Test requirements: Multimode PC multi-fibre rectangular connectors (see Table A.1).
Result: Accepted.

Reason: 2 scratches observed in core zone 65 pum acceptable according to
Table A.5 and 1 scratch and 1 defect observed in cladding zone are within
the acceptance parameters of Table A.1.
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Annex C
(normative)

Validation procedure

C.1 Validation artefact

This artefact should be provided and may be constructed as either deposited chrome on glass
or by some other means. The features on the artefact shall be according to the dimensions
given in 4.6 and 4.7.

Particles: 2 uym diameter and 10 ym diameter,;

Scratghes: 3 um wide and 15 ym long.
C.2 | Validation procedure

On commissioning, and periodically during its life, the microscope system shall be validdted.

1) Fi
2) Fdllow the manufacturer’s instructions on how to validate the/system using the artefalct.

the artefact(s) on the microscope system and focus the image.

3) Ggnerally, this shall entail viewing the artefact and yetifying that the small featurgs and
coptrast targets are "reliably detectable"; and that thetegion of interest can be fully Jiewed
or[scanned.

NOTE For methods A and B, the system includes the trained*operator.

NOTE P A validation artefact that can be used to showfproove compliance for use with this document i$ under
development.
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Annex D
(informative)

Recommended cleaning method

D.1 Inspection procedure for cleanliness

Dirty/contaminated connector end faces are a significant cause of field installation problems
and high loss of fibre optic connections. Connector end face should be clean prior any mating.
To ensure cleanliness, end face visual inspection prior to _mating is recommended. The
inspegtion procedure described in IEC TR 62627-01:2016 and IEC TR 62572-4 (theyrelated
flowchart is provided in Figure 1) is applicable to both cylindrical ferrules and réc¢tapgular
ferrulgs and refers to recommended cleaning methods. For ease of use of this“docyment,
AnnexX D provides a recommended cleaning method based on those methods\described in
IEC TR 62627-01 and IEC TR 62572-4. Dry-only cleaning is an acceptable method; hoyever,
dry-only cleaning has been shown, under certain conditions, to generate astatic charde and
thus gttract additional debris. This static charge effect can be prevented-orreduced by uging a
wet ¢lean followed by a dry cleaning. Figure D.1 shows the‘’flowchart of sych a
cleanipg/inspection sequence. It is important to always first inspect the connectpr for
cleangness to confirm if cleaning is necessary before the cleaning is started. Figure D.2 shows
the sglquence if a wet cleaning is chosen.

Inspect - Eglgaf:ge - Connect
. Yes
lNo

L

Clean with
Dryclean U \caning fluid
IEC

Figure D.d 3>"Flowchart of dry only cleaning/inspection sequence
Inspect # E:I:afige
) Yes
t lNo

Drv ol - Clean with
ry ciean cleaning fluid

IEC

Figure D.2 — Flowchart of dry-wet cleaning/inspection sequence

D.2 Cleaning procedure rectangular ferrules (on cable)
There are different configurations for rectangular connectors, pinned and unpinned.

Make sure that the cassette cleaner used is suitable for the configuration that needs to be
inspected/cleaned.


https://iecnorm.com/api/?name=a33954e3a2b3ccae683db9f65bc0aa07

a)

- 18 — IEC 61300-3-35:2022 © |IEC

Example of dry cleaning

Example of wet-dry cleaning

Remove the connector protection cap.
Inspect the connector end face if cleaning is necessary.
Depress the lever on the cleaner to expose the cleaning cloth.

2022

Place the connector end face against the cleaning cloth, apply light pressure, and wipe

the end face in the direction of the arrow (see Figure D.3).
Do not allow the end face to contact the grey frame around the cleaning cloth.

Take care to hold the surface of the connector end face flat against the cloth, paying

particular attention for APC polished connectors.

Inspect the connector end face with the inspection microscope to see if cleaning jaction

was effective.

IEC

Figure D.3 — Dry cleaning of connector on cable

Inspect the connector end faceif cleaning is necessary.
Depress the lever on the tape cleaner to expose the cleaning cloth.

Place the tube from thecleaning fluid on the tape of the tape cleaner and gently
some cleaning fluid on the tape to lightly moisten the tape (see Figure D.4). [
saturate the cleaning tape to the point the fluid wicks through the tape beyond th
where the tapge is“exposed.

Place the eonnhector end face against the wet cleaning cloth, apply light pressur
wipe the‘end face in the direction of the arrow (see Figure D.5).

Do notallow the end face to contact the grey frame around the cleaning cloth.
Take’ care to hold the surface of the connector end face flat against the cloth,

spray
o0 not
b area

p, and

aying

particular attention for APC polished connectors. Depress the lever on the tape ¢

eaner

to expose a dry piece of the cleaning cloth and repeat the wiping action with dry cloth.

Inspect the connector end face with the inspection microscope to see if cleaning
was effective.

action
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IEC o ) - IEC

Figure D.4 — Moisten the tape Figure D.5 — Wiping action

D.3 | Cleaning procedure for cylindrical ferrules

Many |different connectors exist with cylindrical ferrules. As an example, we will show ifages
of the|cleaning of an LC connector; however, the recommended Cleaning method applieg to all
connejctor styles with cylindrical ferrules.
a) Example of dry cleaning

— | Remove the connector protection cap.

— | Inspect the connector end face if cleaning isthecessary.

— | Depress the lever on the cleaner to expose the cleaning cloth.

— | Place the connector end face againstithe cleaning cloth, apply light pressure, and wipe
the end face in the direction of the arrow. Typically, two strokes are sufficient to r¢move
loose contaminants (see Figure D'B).

— | Do not allow the end face to,contact the grey frame around the cleaning cloth.

— | Take care to hold the surface of the connector end face flat against the cloth, paying
particular attention for, ARPC polished connectors.

— | Inspect the connector.end face with the inspection microscope to see if cleaning jaction
was effective.

IEC

Figure D.6 — cleaning of cylindrical ferrule

b) Example of wet-dry cleaning
— Remove the connector protection cap.
— Inspect the connector end face if cleaning is necessary.

— When dirt is difficult to remove, a quick evaporating fluid might be used, followed by a
dry cleaning. Alcohol should not be used as it might leave a residue.

— Put a drop of cleaning fluid on the tape of the cassette (see Figure D.7), use two strokes
on the wet tape (see Figure D.8) followed by two strokes on the dry tape.
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Take care to hold the surface of the connector end face flat against the cloth, paying
particular attention for APC polished connectors.

Inspect the connector end face with the inspection microscope to see if cleaning action
was effective.

D.4
— RH
— Ing
— Rsd

—  Ing

IEC IEC

Figure D.7 — Moisten the tape Figure D.8 — 2 Strokes on wet tape

Cleaning procedure for adaptor and receptacle of-rectangular ferruleg

move the adapter protection cap.

pect if the connector and/or pins need to be cleaned.
move the clear adapter/cover on the in-bulkhead cleaner, exposing the cleaning cloth.
ert the in-bulkhead cleaner into the bulkhead MPO adapter such that the end face

conhtacts the cleaning cloth (see Figure D.9), Apply light pressure and rotate the c|eaner

clg

th with the indexing wheel approximately'1/4 turn. Remove the cleaner.

— Clean the pins by holding the tip parallelto the pins such that the tip end contacts the ferrule

and wipe the cylindrical surface of the pins (see Figure D.10).

— Rd

Figure D.11).
— Digcard the cleaning sticks.

— Ing

tate the tip around the pins Wwhile the tip touches the pin and the ferrule surfac¢ (see

pect the connector end face with the inspection microscope.

IEC IEC IEC

Figure D.9 — Insert click Figure D.10 — Clean pins Figure D.11 — Rotate

NOTE

cleaner stick

It is typically not possible to eliminate scratches using standard cleaning methods described in this Annex D.
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Annex E
(informative)

Examples of large field of view images

Figure E.1 to Figure E.4 are examples of possible contamination that can be found on the MT
ferrule surface when inspected by LFOV microscopes. These examples show the importance

of inspecting the entire 6,4 x 2,5 mm surface of the MT ferrule prior to any mating.

Some contamination (debris) might prevent physical contact and could have a strong influence

tpse to

thf | + 1 £ £+l + I HE 1 taal
On TCoutrtnTy vptuovar poliuliidaliivtT Ul T oT CUTITITUIUT O TVTITT WITTTT TU To TTUT TULAtT U Ul

the figres.

IEC
O
Figure E.1 — Example ofé}pical contaminations
Clean|iness inspection:  see Clause 5 b) \\(\
Resulf: Fail cleanlin @inspection.
Reasqn: Several particles larger than 25 um, debris at different locatig
ferrule\iﬁ’. at right guide pin bore.

.

o alle e e e e e e e e e

IEC

Figure E.2 — Example of typical contaminations

Cleanliness inspection:  see Clause 5 b).
Result: Fail cleanliness inspection.

Reason: Several particles larger than 25 ym, debris near guide pins.

ns on
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Figure E.3 — Example of typical contaminations

Clean|iness inspection:  see Clause 5 b).

Resuli: Fail cleanliness inspection.
Reasqgn: Several particles larger than 25 ymy debris at near left and right
guide pin.

Figure E.4 — Example of typical contaminations

Cleanliness inspection:  see Clause 5 b).
Result: Fail cleanliness inspection.
Reason: Several particles larger than 25 pm.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
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] COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
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Partie 3-35: Examens et mesures — Examen visuel des connecteurs

Tibroniques et des emetieurs-recepteurs a embase rTibree

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation co
de |'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC)." L)IEC a pour g
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation™“dans les domai
I’élgctricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie.des Normes internat
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS
Guifles (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiée a des comités d’étud
travjaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organ
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison/avec I'lEC, participent égalem
traviaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationalevde Normalisation (ISO), sel
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de 'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la me
pospible, un accord international sur les sujets étudiés, étant dornn€)que les Comités nationaux de I'lEC int
sonf représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de I'lEC se présentent sous la forme desrecommandations internationales et sont 3
conjme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous\les efforts raisonnables sont entrepris afin qu
s’agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'l[EC ne peut pas étre tenue respons
I’éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quinen est faite par un quelconque utilisateur final.

Darls le but d’encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications na
et égionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nation
régionales correspondantes doivent étrecindiquées en termes clairs dans ces dernieres.

L'IHC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indép4
fournissent des services d’évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marg
conformité de I'lEC. L’'IEC n’est'responsable d’aucun des services effectués par les organismes de cert
indgpendants.

les utilisateurs doiyents’assurer qu’ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatig

Audune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mand
y c@mpris ses expetts.particuliers et les membres de ses comités d’études et des Comités nationaux d
pouf tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de

natdire que ce,soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d§
décpulant de lapublication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication d
ou qu crédit.qui lui est accordé.

L’atfention” est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L’utilisation de publ
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'l[EC peuvent faire I'objet
de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de

brevets.

L'IEC 61300-3-35 a été établie par le sous-comité SC 86B: Dispositifs d’interconnexion et
composants passifs a fibres optiques, du comité d’études 86 de 'lEC: Fibres optiques. Il s’agit
d’une Norme internationale.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxieme édition parue en 2015. Cette édition
constitue une révision technique.
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Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) ajout d’'une mention stipulant qu’un examen visuel ne remplace pas une qualification optique

tel

le qu’une mesure d’affaiblissement et d’affaiblissement de réflexion;

b) ajout de plusieurs termes et définitions;

c) ajout d’exigences concernant les connecteurs SM 35 dB;

d) ajout d’'une phrase a I'Article 5 concernant la susceptibilité des méthodes a la variabilité du
systéme et a la variabilité au sein des systémes provenant d’'un méme fournisseur;

e) suppression des exigences d’examen pour les zones C et D;

f) ing

re
g) aig
h) ch

aulx tolérances de fabrication des microscopes;

i) mg
co

j) aig
ex
co

Le texte de cette Norme internationale est issu des decuments suivants:
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La lan

Ce do
Direct

www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développd

'EC 4

Une li

ertion d’'une spécification générique concernant la propreté de la totalité d’'une
ctangulaire et d’'une zone de 250 ym autour de chaque fibre;

ut d’'une recommandation de nettoyage des férules rectangulaires et cylindrigques;

angement du bord extérieur de la zone d’examen B de 115 ym a 110 pnbpour sat

dification concernant les défauts en partie situés dans le coeur a considérer uniqu

ut d’'une mention stipulant qu’un connecteur ne peut pas-étre rejeté aprés un §

hvient d’utiliser ce dernier.

Projet Rapport de vote
86B/4643/FDIS 86B/4665/RVD

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
a son approbation.

gue employée pour I’élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

cument a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé sel
ves ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles|

ont décritsplus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.
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Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'l[EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. A cette date, le document sera:

e reconduit,

e supprime,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.

IMPQRTANT - Le logo "colour inside™ qui se trouve sur la page de couverture de ce docutnent
indique qu’elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a - une bpnne
compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer [cette
publication en utilisant une imprimante couleur.
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET
] COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-35: Examens et mesures — Examen visuel des connecteurs
fibroniques et des émetteurs-récepteurs a embase fibrée

1 Dpmaine d’application

La prgsente partie de I'lEC 61300 porte sur I'observation et la classification des|debris, des
éraflufes et des défauts. Les exigences d’examen sont fondées sur I'lEC/TR 62627-05.
L'IECITR 62627-01 fournit des conseils pour le nettoyage de la contamination des fibres/fgrules
et 'Annexe D donne une recommandation. L’IEC/TR 62572-4 fournit la méthode de nettpyage
d’'une [embase pour émetteurs-récepteurs optiques. L’examen visuel s’ajodte a la mesufe des
paranlétres de performance tels que I'affaiblissement et d’affaiblissement de réflexion, pu les
paran]étres aux extrémités, et ne les remplace pas. Les dimensions\spécifiées ont été choisies
de malniere a faciliter leur estimation. Non seulement les zones A €t B de la fibre sont exanpinées
afin de déterminer I'éventuelle présence de défauts et d’écdflures, mais il est égalgment
néceskaire d’examiner la totalité de la surface de contact (Fendroit ou les deux fibres/fgrules
se rerjcontrent une fois accouplées) afin de détecter une égventuelle contamination (c’est{a-dire
' ‘B un diamétre de 250 ym pour les férules cylindriques et la totalité de la surfade des
rectangulaires).

e spgcifier les criteres minimaux pour qu'un microscope soit conforme au présent document;

e spgcifier la procédure et les critéres-d’examen de la propreté des extrémités des|fibres
optiques afin de déterminer si ces extrémités sont aptes a I’emploi. Toutes les inteffaces
optiques des connecteurs (séries IEC 61755 et IEC 63267) reposent sur un cpntact
physique entre les cceurs des fibres;

o folirnir des criteres quantitatifs pour 'analyse des images des extrémités.

2 Rpeférences normatives

Les dpcuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou|partie
de ledir contenu; des exigences du présent document. Pour les références datées,|seule
I’éditign citéexs’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de
référence 's’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60825-2, Sécurité des appareils a laser — Partie 2: Sécurité des systéemes de
télécommunications par fibres optiques (STFO)
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3 Termes, définitions et termes abrégés

3.1

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’'ISO et I'IEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I’adresse https://www.iso.org/obp

3.1.1
défau

caraclréristique de surface non linéaire permanente a I'extrémité de la fibre ou de-la“férulg

la zon
I'aréte

Note 1

I'extrén
a bandg
de stru

Note 2

3.1.2
taille

diaméftre du plus petit cercle pouvant englober la totalité du défaut

3.1.3

débris

matiéfe ou particules de tout type indésjrables sur la surface d’extrémité de la fibre ou
férule|dans les zones considérées, qui\peuvent étre retirées en appliquant des méthod

nettoylage normalisées

Note 1

3.1.4

e considérée qui comprend entre autres des piqglres, des éclats, des ‘ébréchur
et/ou des corps étrangers fixés a demeure

B 'article: Certains types de fibres comportent des caractéristiques de structure potentiellement vi
ité de la fibre. Les fibres utilisant des microstructures pour contenir le signal lumineux, telles que le
s interdites photoniques et les fibres a trous, peuvent comporter une configuration manufacturée ou a
tures entourant le cceur. Ces caractéristiques ne sont pas des défauts.

b I'article: Les éraflures sont exclues de cette définition.

du défaut

p I'article: Plusieurs méthodes de nettoyage sont décrites dans I'lEC/TR 62627-01.

érafl

caracféristique de surface permanente sur la face d’extrémité de la fibre ou la largeur
zone ¢ndommagéenest inférieure ou égale a un cinquiéme de sa longueur

3.1.5

fiabilité de Ta*détection
suffisamment claire et visible pour qu’un technicien type d’un niveau de formation moyen
reconpaitfe une caractéristique dans 98 % des cas

re

dans
BS sur

ibles a
5 fibres
éatoire

de la
es de

de la

buisse

3.2
APC
DUT
FOV
LFOV
MM
PC
RL

SFOV

SM

Termes abrégés
Angled Physical Contact (contact physique avec surface terminale biseautée)
Device Under Test (dispositif en essai)
Field Of View (champ de vision)
Large Field Of View (grand champ de vision)
MultiMode (multimodal)
Physical Contact (contact physique)
Return Loss (affaiblissement de réflexion)
Standard Field Of View (champ de vision normal)

Single-Mode (unimodal)
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4 Appareillage

4.1 Généralités

L’'un des objectifs du présent document est de spécifier les critéres minimaux (voir 4.5 et 4.6)

auxqguels un microscope doit satisfaire pour étre conforme au présent document.

Trois types de microscopes sont décrits:

a) microscope méthode A: microscope optique a vision directe, décrit en 4.2;
b) microscope méthode B: microscope vidéo, décrit en 4.3;

c) migroscope méthode C: microscope a analyse automatisée, décrit en 4.4.

Pour ghaque type, il existe des exigences optiques/matérielles a satisfaire et des procéd

ires a

suivrel, Comme ces processus viennent a I'appui des critéres d’inspection défifis a I'Arfficle 5,

tous lgs trois sont censés aboutir & une "acceptation" ou a un "rejet".

Les ekigences optiques minimales auxquelles tous les types de microscopes sont tenus de

satisfgire pour étre conformes au présent document sont spécifiées én4.5 et en 4.6.

Les njicroscopes décrits dans le présent document, a I'exception des microscopes a
cham]:de vision (LFOV), peuvent étre utilisés pour examinerla-contamination (propreté)

I'acco

monofibres et multifibres, en usine.

grand
avant

plement sur le terrain et en usine, et aprés le polissage des connecteurs SM €t MM,

Les mlicroscopes LFOV peuvent servir a examinerila contamination de toute la surfacel de la

férule|des connecteurs multifibres sur le terrain et.en usine.

Pour les méthodes A et B, il convient d’utiliser des outils visuels calibrés afin de facil

iter la

procédlure d’estimation. Pour la méthode’A, il convient d’utiliser un réticule oculaire. Pour la

méthqgde B, il convient d’utiliser un transparent superposable.

AVER[TISSEMENT - Toutes les-jméthodes sont sujettes a une variabilité du systémie: les

méthgdes A et B sont dépendantes de I'opérateur et du matériel. La méthode C dépend
de l'opérateur, mais présente-des irrégularités des logiciels et des variables du matér
outre,| en cas d’utilisatien~sur le terrain, des différences de manipulation entre opér

moins
el, en
ateurs

peuveint entrainer uné yariation des résultats qui est susceptible de survenir méme en

comparant des équipements d’'une méme marque. La méthode C présente une ince

titude

inhérgnte lorsquedes défauts ou éraflures se situent pres des limites d’essai, tel que décrif dans

une premiére image qui est ensuite grossie par un oculaire qui renvoie directement 'imag
I'ceil de [l'utilisateur. Ce microscope doit présenter les caractéristiques et les capacités
suivantes:

e une férule ou un raccord de connecteur adapté;
e une source de rayonnement lumineux et un mécanisme de mise au point;
e un filtre de sécurité laser intégré;

e un dispositif pour comparer la dimension des défauts ou des éraflures observés sur I’
avec une fiabilité suffisante (c’est-a-dire un réticule oculaire a dimension certifi
fonction du grossissement).

forme
e vers

image
ée en
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La sécurité laser est particulierement importante lors de l'utilisation des microscopes a vision
directe, car I’énergie, quelle qu’elle soit dans le trajet optique, est dirigée dans I'ceil de
I'observateur. Si la méthode A est appliquée, l'utilisateur doit s’assurer, avant I'examen,
qu’aucun laser n’est actif sur la liaison. L’IEC 60825-2 doit étre appliquée pour assurer la
sécurité laser des systémes de télécommunication par fibres optiques.

4.3 Méthode B: microscopie vidéo

Cette méthode utilise un microscope optique dans lequel un systéme de lentilles forme une
image sur un capteur qui, a son tour, transfére I'image sur un dispositif d’affichage. L’utilisateur
visualise I'image sur le dispositif d’affichage. Ce microscope doit présenter les caractéristiques
et les capacités suivantes:

e une férule ou un raccord de connecteur adapté;
e unge source de rayonnement lumineux et un mécanisme de mise au point;
e un|dispositif pour créer une image (dispositif d’affichage);

e un| dispositif pour estimer la dimension de la surface des défauts™€t/ou des éraflures
oblservés sur I'image (par exemple un transparent a dimension gertifiée en fonction de
I'image a I'écran).

4.4 [Méthode C: microscopie a analyse automatisée

Cette Iméthode utilise un microscope optique dans lequel une\image numérique est acquLse ou
créée| puis analysée par I'intermédiaire d’un processus@lgorithmique. Un tel systéme a pour
but dg réduire les effets de la subjectivité humaine surde) processus d’analyse. Ce microscope
doit présenter les caractéristiques et les capacités suivantes:

. unE férule ou un raccord de connecteur adapté;

e une source de rayonnement lumineux et un ‘'mécanisme de mise au point;

e un|dispositif d’acquisition et de création*d’une image numérique;
e une analyse algorithmique de I'image numérique;

e un| dispositif pour comparer I'image analysée avec des critéres d’acceptation
programmables.

4.5 |Exigences de validation

Les systemes de microscope des méthodes A, B et C doivent étre validés pour étre tilisés
confofmément au présent document. Cette validation doit étre réalisée avec un artéfact de
validation spécifique pouvant servir a valider I'aptitude d’'un systéme a détecter les défapts ou
éraflufes en surface de taille pertinente et/ou la réponse exigée du systéme. Un ou plusieurs
de telg artéfacts doivent étre accompagnés d’instructions d’utilisation et doivent étre prpduits
selon une(méthode permettant la tracabilité de leur mesure. L’Annexe C décrit la procédpre de
validafion associée.

4.6 Exigences minimales des microscopes a champ de vision normal

Cette exigence relative aux microscopes a champ de vision normal (SFOV) est un
grossissement total minimal offrant un champ de vision d’au moins 250 ym (pour les méthodes
B et C, cette dimension doit étre mesurée dans I'axe vertical ou dans I'axe le plus contraint)
capable de détecter des défauts de 2 um de diamétre et des éraflures de 3 ym de largeur dans
la totalité du champ de vision.

Les exigences minimales relatives aux systémes pour les méthodes A, B et C sont les
suivantes:

o détection de la taille des particules: 2 ym de diametre;

e détection des éraflures: 3 ym de largeur.
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Exigences minimales des microscopes a grand champ de vision

Les microscopes a grand champ de vision peuvent uniqguement étre utilisés pour I'’examen de
la propreté de la férule compléte des connecteurs unimodaux (SM) et multimodaux (MM) de
type MPO. Cette exigence est un grossissement total minimal offrant un LFOV d’au moins
6,4 mm x 2,5 mm et capable de détecter des débris de 10 ym de diamétre dans la totalité du
champ de vision.

L’exigence minimale pour les systémes a trés grand champ de vision pour les méthodes A, B
et C est de 10 um de diameétre pour la détection de la taille des particules.

5 P

rocédure d’examen

L’examen de la propreté des férules doit étre effectué avant tout autre examen|des parties

polies
doit &
exami

Pour |
et net

re examinée et nettoyée si nécessaire. Il convient que les férules gylindriques
hées et nettoyées au-dela de la zone de 250 um.

oyée si nécessaire. Pour cet examen, l'utilisation d’un matériel a LFOV et équip

éclairgge oblique facilite la détection de la contamination sur les férules rectangulaires.

Le SF
d’'une
férule
la férd

L’orgg

OV peut également étre utilisé pour I'examen de la propreté de la totalité de la s

le et de maintenir la mise au point sur la surface de la férule.

nigramme de la Figure 1 représente la\procédure a suivre.

des extrémités. Pour les férules cylindriques, une surface d’au moins 250 Mm’ de digmétre

Soient

bs férules rectangulaires, la totalité de leur surface (6,4 mm x 2;5 mm) doit étre examinée

e d'un

irface

férule rectangulaire. Il exige d’examiner la totalitéde la surface de 6,4 x 2,5 mm| de la
Pendant le défilement, il convient de veiller a{n’omettre aucune partie de la surfgce de
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Microscope SFOV I:I
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Nettoyer la férule
(voir Annexe E)
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Début pour une
férule cylindrique
e

Examiner au
microscope SFOV la
zone de contact de la

Nettoyer la zone
de contact

surface d’extrémité de
la férule a la recherche

(voir Annexe E)

de particules libres

particules libres
P

Extrémité de la
férule exempte de
particules libres?

Plusieurs tentatives

Zone de contact Non
exempte de particules

libres?

effectuées pour nettoyer >
'extrémité de la férule?,

particules libres de
I'extrémité?

Oui

Les particules restantes
sont considérées
comme des défauts

Les particules restantes
sont considérées comme
des défauts intégrés

Examiner les zones
Aet B a la recherche
d’éraflures et de
défauts

Nettoyer les zones
A+B

Eraflures et
défauts dans les
zones A et B conformes
aux exigences?

Plusieurs tentatives
effectuées pour nettoyer les
zones A et B?

DUT ageepté DUT rejeté

NOTE | Les lettres a, b a n correspéndent a la procédure décrite a I'Article 5.

Figured — Organigramme de la procédure d’examen

La prqpreté suivante ‘pour les férules rectangulaires doit s’appliquer:

a) a Jaide dunimicroscope LFOV tel que défini en 4.7, effectuer une mise au pojnt du
migcroscope-de maniére a obtenir une image nette de I'extrémité de la férule rectangylaire;

b) expminer la totalité de I'extrémité afin de détecter une éventuelle contamination. Pqur les
fénutes’ APC, il est uniquement nécessaire d’examiner la zone biseautée; la petite zong plate
non biseautée, si elle est présente, n’exige pas d’examen.

La limite recommandée est de 10 particules entre 10 um et 25 uym. Les particules inférieures
a 10 um ne sont soumises a aucune limite et il convient qu’aucune particule de plus de
25 ym n’apparaisse. La taille du défaut est le diamétre du plus petit cercle pouvant englober
la totalité du défaut;

c) il convient de retirer toutes les particules libres; plusieurs tentatives de nettoyage peuvent
étre exigées. Les débris subsistant aprés nettoyage doivent étre considérés comme des
défauts. Se reporter a I'lEC/TR 62627-01:2016, Annexe E du présent document, et a
'IEC/TR 62572-4 pour obtenir des recommandations sur les méthodes de nettoyage des
connecteurs et des émetteurs-récepteurs;

d) sil’extrémité d’'une férule rectangulaire satisfait aux limites de propreté, I'examen des zones
A et B de toutes les fibres de cette férule au regard des exigences du tableau correspondant
de I'Annexe A peut débuter.
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La propreté suivante pour les férules cylindriques doit s’appliquer:

e) a laide d’un microscope tel que défini en 4.6, effectuer une mise au point du microscope

de

maniére a obtenir une image nette de I'extrémité de la férule cylindrique;

f) examiner la zone centrale de 250 ym de diameétre de I'extrémité afin de détecter une
éventuelle contamination. Un nombre maximal de 10 particules entre 5 uym et 10 uym
constitue la limite recommandée dans la zone annulaire comprise entre 135 ym et 250 ym
de diametre. Les particules de taille inférieure a 5 ym ne sont soumises a aucune limite et
il convient qu’aucune particule de plus de 10 ym ne soit présente;

g) toutes les particules libres doivent avoir été retirées, toutes les particules restantes doivent
étre considérées comme des défauts. Les débris subsistant aprés nettoyage doivent étre

h) si
A
dé

L'exa

i) ef

j) log
d!

cl
k) si

éraflure ou de ce défaut qui se situe en zone Atuniquement pour la zone A et la par

se

graflures) dans les zones spécifiées dans le tableau correspondant de I'Ann

‘extrémité de la férule cylindrique satisfait aux limites de propreté, I'examen des
t B de la fibre au regard des exigences du tableau correspondant de,FAnnexe /
uter.

ectuer une mise au point du microscope de maniére a obtenir,une image nette des
aliser tous les défauts et les éraflures (’Annexe B fournit' des exemples de défa

bssifier et compter les défauts et les éraflures dans’les zones A et B;
un défaut ou une éraflure est détecté dans les’zones A et B, classer la partie dg

situe en zone B uniquement pour la zone B;

dojvent étre totalisés et comparés aux, criteres d’acceptation appropriés (Tableau

T

m) si

n) S’ils sont supérieurs aux critéres aprés plusieurs tentatives de nettoyage, le DUT est

Siun

débris
perfor|
perfor|

) UT fois que tous les défauts et éraflures.ont été classés et comptabilisés, les rés

bleau A.5);

libre, il faut soumettre.ce connecteur a un nouvel essai par rapport a sa spécificat
ance optique (en-général, I'affaiblissement et/ou I'affaiblissement de réflexion)
mance optique, spécifiée de ce connecteur est satisfaite, il est apte a I'utilisation.

E du
ir les

zones
\ peut

SUit:

ibres;

uts et
pxe A.

cette
ie qui

ultats
A.1 a

es éraflures et les défauts sont.inférieurs ou égaux aux critéres, le DUT est accepfé;

ejeté.

connecteur est rejeté apres I'exécution de la procédure d’examen et en 'absence de tout

on de
Si la

Se reporter a I'lEC/TR 62627-01:2016, Annexe E du présent document, et a I'lEC/TR 63572-4

pour
émett

burs-récepteurs.

NOTE

II\'s€ peut qu’un ensemble optique dont la propreté n’a pas été vérifiée satisfasse a un essai de perfo

bbtenir_des' recommandations sur les méthodes de nettoyage des connecteurs ¢t des

Fmance

optique, mais que ses performances sont ensuite réduites en raison de la migration des débris vers le cceur de la
fibre. 1l est possible qu'un ensemble optique présentant des débris a I'extrémité soit endommagé et endommage
potentiellement le connecteur d’accouplement.
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Annexe A
(normative)

Exigences visuelles relatives aux extrémités des connecteurs

Exigences

2022

Les exigences d’examen normatives pour les différents types d’extrémités de connecteur et les
classes de performance sont spécifiées aux Articles A.2 a A.6. Ceux-ci définissent les défauts
et les éraflures admissibles pour les connecteurs unimodaux et multimodaux, avec des

interfgces polies PC et APC.

NOTE

Les interfaces de connecteurs optiques de la série IEC 63267 et de la série IEC 61755 sont e

cours

d’élabofation. Aprés publication des deux interfaces, les exigences d’examen seront placées dansdapartie noymative

des sé
révisio

A.2

1 ou d’'un amendement.

Exigences d’examen visuel relatives aux connecteursPC et APC polis
multimodaux

nies IEC 63267 et IEC 61755, alors que le contenu de la présente Annexe A sera informatjf’au moyeh d'une

Les mlesures de largeur des éraflures par les méthodes d’examen A et B sont sujettes|a une
variabilité importante en raison de la subjectivité et de la dépendance humaine inhéreptes a
ces mgthodes. Lorsque la méthode A ou B est utilisée, lés dimensions spécifiées des dgfauts

et deq éraflures peuvent étre estimées afin d’étre classéés et comptabilisées. De plus, Iq

la mé

hode C est utilisée, tel que décrit dans I'lEC/TR 63367, les systemes d’imagerie

rsque
et de

traitement par machine présentent des limites, intrinséques qui entrainent égalemernt une
variabjilité dans la mesure de la largeur des éraflures. Par conséquent, il est courant d’dbtenir

d’accégptation/rejet lorsque les caractéristiques des extrémités des connecteurs sont me

avec
les m

La tai

Table
MM.

différgntes valeurs de diamétre de défaut et de largeur d’éraflure et différentes con%i
i

ifférents équipements ou de manigere répétitive sur le méme équipement et en u
thodes A, B et C.

Tableau A.1-+~ Exigences visuelles relatives aux connecteurs PC et APC
polis multimodaux

itions
urées
lisant

lle de la zone pour les fibressmultimodales a été fixée a 65 ym pour accepter les goeurs
de fibfes de 50 ym et 62,5 ymde diameétre. |l s’agit |a de simplifier le processus de |

ri. Le

hu A.1 indique les exigences relatives aux défauts et éraflures admis pour les connefteurs

Zone Défauts Eraflures
(diametre) (diametre) (largeur)
<2 ym: pas de limite <3 pm-* pas de limite
A: zone de cceur
65 22 um et <5 pm: au maximum 4 23 uym et <4 ym: au maximum 4
gm
> 5 ym: aucun >4 ym: aucun
B: zone de gaine < 25 ym: pas de limite
Pas de limite
65 uma 110 um > 25 ym: aucun

NOTE

NOTE 2 Pour les connecteurs a férule rectangulaire multifibres, les critéres s’appliquent a toutes les fibres du

1 Voir les exemples de la Figure B.1 et de la Figure B.2.

groupe.



https://iecnorm.com/api/?name=a33954e3a2b3ccae683db9f65bc0aa07

IEC 61300-3-35:2022 © |IEC 2022 - 37 -

A.3 Exigences visuelles relatives aux connecteurs PC polis unimodaux,
RL = 26 dB, et aux émetteurs-récepteurs unimodaux utilisant une interface
a embase fibrée

Les mesures de largeur des éraflures par les méthodes d’examen A et B sont sujettes a une
variabilité importante en raison de la subjectivité et de la dépendance humaine inhérentes a
ces méthodes. Lorsque la méthode A ou B est utilisée, les dimensions spécifiées des défauts
et des éraflures peuvent étre estimées afin d’étre classées et comptabilisées. De plus, lorsque
la méthode C est utilisée, tel que décrit dans I'lEC/TR 63367, les systémes d’'imagerie et de
traitement par machine présentent des limites intrinséques qui entrainent également une
var|ab|I|te dans la mesure de la Iargeur des eraflures Par consequent il est courant d’ obtemr

les m¢thodes A, B et C.

Le Tgbleau A.2 indique les exigences relatives aux défauts et éraflures) admis popr les
connelcteurs SM pour un affaiblissement de réflexion de 26 dB.

Tableau A.2 — Exigences visuelles relatives aux connecteursPC polis unimodaux,
RL 2 26 dB, et aux émetteurs-récepteurs unimodaux utilisant une interface
a embase fibrée

Zone Défauts Eraflures
(diametre) (diametre) (largeur)
< 2 ym: pas deNimite < 3 ym: pas de limite
A: zone de cceur
25 22 um et £ 3 ym; at maximum 1 23 um et <4 pym: au maximym 2
gm
e > 3um: aucun >4 pym: aucun
B: zone de gaine < 25-um: pas de limite
Pas de limite
25 uma 110 um > 25 uym: aucun

A.4 | Exigences visuelles relatives aux connecteurs PC polis unimodaux,
RL =2 35 dB

Les mlesures de largeur des éraflures par les méthodes d’examen A et B sont sujettes|a une
variahlilité importante: en raison de la subjectivité et de la dépendance humaine inhéreptes a
ces mgthodes. Lorsque la méthode A ou B est utilisée, les dimensions spécifiées des dgfauts
et ded éraflures)peuvent étre estimées afin d’étre classées et comptabilisées. De plus, Igrsque
la méthode € est utilisée, tel que décrit dans I'l[EC/TR 63367, les systémes d’imagerie| et de
traitempent -par machine présentent des limites intrinséques qui entrainent également une
variablilite’dans |la mesure de la largeur des éraflures. Par conséquent, il est courant d’dbtenir
différentes valeurs de diamétre de défaut et de largeur d’éraflure et différentes conditions
d’acceptation/rejet lorsque les caractéristiques des extrémités des connecteurs sont mesurées
avec différents équipements ou de maniére répétitive sur le méme équipement et en utilisant
les méthodes A, B et C.

Le Tableau A.3 indique les exigences relatives aux défauts et éraflures admis pour les
connecteurs SM pour un affaiblissement de réflexion de 35 dB.
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Tableau A.3 — Exigences visuelles relatives aux connecteurs
PC polis unimodaux, RL 2 35 dB

Zone Défauts Eraflures
(diametre) (diametre) (largeur)
< 2 ym: pas de limite < 3 um: pas de limite
A: zone de coeur
) 22 ym et £ 3 ym: au maximum 1 23 uym et £ 4 ym: au maximum 1
5 pum
> 3 pym: aucun >4 pym: aucun
B: zone de gaine < 25 ym: pas de limite
Pas de limite
25 um a 110 ym > 25 ym: aucun

A.5 | Exigences visuelles relatives aux connecteurs PC polis unimadaux,
RL 2 45 dB

Les mesures de largeur des éraflures par les méthodes d’examen A et B-sont sujettes|a une
variabilité importante en raison de la subjectivité et de la dépendance’humaine inhéreptes a
ces mgthodes. Lorsque la méthode A ou B est utilisée, les dimensions spécifiées des dgfauts
et deq éraflures peuvent étre estimées afin d’étre classées et comptabilisées. De plus, Iqrsque
la méthode C est utilisée, tel que décrit dans I'l[EC/TR 63367,4es systémes d’'imagerie| et de
traitement par machine présentent des limites intrinséques qui entrainent égalemernt une
variabjilité dans la mesure de la largeur des éraflures. Par conséquent, il est courant d’dbtenir
différgntes valeurs de diamétre de défaut et de largeur d’éraflure et différentes con%litions
i

d’accéptation/rejet lorsque les caractéristiques des extfrémités des connecteurs sont megqurées

avec (glifférents équipements ou de maniére répétitive sur le méme équipement et en ufilisant
les mg¢thodes A, B et C.

Le Tdbleau A.4 indique les exigences relatives aux défauts et éraflures admis polpr les
connelcteurs SM pour un affaiblissementde réflexion de 45 dB.

Tableau A.4 — Exigences visuelles relatives aux connecteurs PC polis unimodaux,

RL 2 45 dB
Zone Défauts Eraflures
(diametre) (diametre) (largeur)

< 2 uym: pas de limite
A: zone de Ceeur

25 um

< 3 uym: pas de limite
22 um et £ 3 pm: au maximum 1
= 3 uym: aucun
> 3 ym: aucun

Brzone de gaine < 25 ym: pas de limite

Pas de limite
25 uma 110 ym > 25 ym: aucun
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A.6 Exigences visuelles relatives aux connecteurs polis a angle (APC)
unimodaux

Les mesures de largeur des éraflures par les méthodes d’examen A et B sont sujettes a une
variabilité importante en raison de la subjectivité et de la dépendance humaine inhérentes a
ces méthodes. Lorsque la méthode A ou B est utilisée, les dimensions spécifiées des défauts
et des éraflures peuvent étre estimées afin d’étre classées et comptabilisées. De plus, lorsque
la méthode C est utilisée, tel que décrit dans I'l[EC/TR 63367, les systémes d’imagerie et de
traitement par machine présentent des limites intrinséques qui entrainent également une
variabilité dans la mesure de la largeur des éraflures. Par conséquent, il est courant d’obtenir
différentes valeurs de diamétre de défaut et de largeur d’éraflure et différentes conditions

Le Tgbleau A.5 indique les exigences relatives aux défauts et éraflures‘admis popr les
connejcteurs APC SM.

Tableau A.5 — Exigences visuelles relatives aux connecteurs
polis a angle (APC) unimodaux

Zone Défauts Eraflures
(diametre) (diametre) (largeur)
< 2 uym: pas de limite < 3 um: pas de limite
A: zone de cceur
) 22 um et £ 3 pym: au maximum 1 23 ym et £ 4 pym: au maximym 4
5pum
> 3 ym: aucun >4 ym: aucun
B: zone de gaine < 25 ym: pas de limite
Pas de limite
25 uyma 110 ym > 25 prm: aucun

NOTE| Pour les connecteurs a férule rectangulaire multifibres, les critéres s’appliquent a toutes les fibfes du
groupg.
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Annexe B
(informative)

Exemples de défauts et d’éraflures

La Figure B.1 et la Figure B.2 représentent des exemples de défauts et d’éraflures.

Figure B.1 — Exemple 1 de deQu s et d’éraflures
Exigences d’essai: Connecteurs PC polis multlﬁ@aux RL = 20 dB (voir Tableau A.1).

Résuljat: Accepté, les éraflures @&rvees sont dans les limites des parametres
d’acceptation du Tab@u A.1.
Raisop: 3 éraflures < 4 pm&ghs la zone du cceur de 65 um.

IEC

Figure B.2 — Exemple 2 de défauts et d’éraflures
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Exigences d’essai: Connecteurs PC rectangulaires multifibres  multimodaux  (voir

Tableau A.1).
Résultat: Accepté.
Raison: Les 2 éraflures observées dans la zone du cceur de 65 pum sont

admissibles selon le Tableau A.5 et I'éraflure et le défaut observés dans
la zone de la gaine sont dans les limites des paramétres d’acceptation du
Tableau A.1.
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